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摘要(译)

一种能够测试面板中布线缺陷的液晶显示器，包括：TFT阵列单元，包
括多条栅极线和以矩阵形状形成的数据线，在每条栅极线和数据线的交
叉处具有TFT晶体管;数据焊盘单元，共同连接到多条数据线，用于接收
用于驱动数据线的信号;以及用于测试数据线中的缺陷的布线单元，连接
在数据焊盘单元和数据线之间，并测试数据线的断开和短路异常。
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